КУРС

Современные методы структурного анализа в материаловедении

Темы для рефератов

1. Природа рентгеновских лучей, непрерывный и характеристический спектры, природа их возникновения.

2. Формула Вульфа-Брэгга.

3. Геометрическая интерпретация дифракции. Сфера Эвальда.

4. Структурный фактор.

5. Индицирование рентгенограмм в случае известной и неизвестной ячейки.

6. Методы количественного фазового анализа.

7. Формирование изображения в электронном микроскопе.

8. Формирование изображения в растровом электронном микроскопе.

9. Методы приготовления образцов для просвечивающего электронного микроскопа.
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